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1. はじめに 

カメラフィルタや太陽電池パネルに使用さ

れるガラス基盤は大サイズのため，サンプリン

グで目視による屈折率むら検査が行われてい

るのが現状である．本報告では，トールボット

干渉計1)に100mm の凹面ミラーと 2 次元回折

格子を用いて大サイズ，即時定量解析可能な装

置を構築し，50mm角のガラス基盤の透過波面

を計測した結果を示す． 

2. トールボット干渉計 

Fig. 1に構築したトールボット干渉計を示す．

被検基盤を照明するために，波長=635nm の

LD(laser diode)がアセンブリされたシングルモ

ードファイバのファイバ端からの射出発散光

を用いた．基盤を透過した発散光は，その後ろ

の=100mm の凹面ミラーによって収斂光とな

って反射される．その収斂光は，再び基板を透

過して，レンズにより平行光にされ，2次元回

折格子を透過する．回折格子の格子数は 10/mm

で，回折格子から N2d
2
/（d：格子ピッチ，：

波長，N：次数）の位置で格子方向の微分干渉

像でもあるトールボット像が形成される．その

位置にイメージングセンサを配置して記録す

る．波面解析にはフーリエ変換法を用いた．縞

の揺らぎ（波面の揺らぎ）の微分値が求められ，

それを積分処理し波面を計測する． 

3. 実験結果 

被検物としてパンテックス系のガラス基盤

を用いた．サイズは 50mm 角で，厚みは 2mm

である．トールボット像を記録し，縦・横方向

それぞれ解析した微分波面の結果を Figs. 2(a), 

(b)に示す．縦方向に大きな波面変化はないが，

横方向では屈折率むらによる波面変化がある．

それぞれ積分処理し，合成した波面を Fig. 3に

示す．波面においても屈折率むらを確認できた． 

4. まとめ 

=100mm の凹面ミラーを用いたトールボッ

ト干渉計を用いて 50mm 角のガラス基盤の透

過波面を計測して屈折率むらを解析した． 
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Fig. 1. Configuration of Talbot interferometer. 

Fig. 2. Differential wave planes: (a) perpendicular 

and (b) horizontal analysis. 

(a) (b) 

Fig. 3. Synthesis wave plane through integral 

treatments with differentials shown in Fig. 2. 
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